
附件:
4项电子行业国家标准名称及主要内容

	序号
	计划编号
	标准名称
	性质
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况

	
	20154239-T-339
	半导体集成电路 第三代双倍数据速率同步动态随机存储器（DDR3 SDRAM）测试方法
	推荐
	    本标准规定了第三代双倍数据速率同步动态随机存储器（DDR3 SDRAM）的测试方法。
	
	

	
	20154231-T-339
	集成电路 存储器引出端排列
	推荐
	    本标准适用于定义半导体存储器引出端的排列顺序，引出端名称和功能描述。
	
	

	
	20154245-T-339
	集成电路 焊柱阵列试验方法
	推荐
	    本标准规定了焊柱阵列（CGA）的试验方法。本标准适用于采用焊柱阵列（CGA）封装形式的集成电路（以下简称器件），焊柱包括高铅焊柱、微线圈焊柱、铜带缠绕型焊柱、基板增强型焊柱、镀铜焊柱等。
	
	

	
	20154240-T-339
	半导体集成电路 快闪存储器测试方法
	推荐
	    本标准规定了快闪（Flash）存储器的测试方法，包括测试目的、程序、条件等要求。
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